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DKZ/7/2008 Warszawa, dnia 1 kwietnia 2008 r.

Dotyczy: wyjasnienia tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia na dostawe spektrometru

ramanowskiegco do badan naprezen w_warstwach potprzewodnikowych i dielektrycznych struktur

polprzewodnikowych nowej generacji oraz do wyznaczania ich sktadu chemicznego.

W zwiazku z zapytaniami, ktére wplynely w dniu 31 marca br. odpowiadamy na pytania
dotyczace siwz.

1. Czy Zamawiajqcy w ocenie technicznej bedzie premiowal lepszq rozdzielczos¢
spektralng niz wymagana?

Wyzsza spektralna zdolnos¢ rozdzielcza niz zadana bgdzie premiowana w pozycji ,,Inne”
SIWZ.

2. Czy Zamawiajqcy w ocenie technicznej bedzie premiowatl chlodzenie kamery do
temperatury nizszej niz wymagana (-70 C)?

Wedlug naszych doswiadczen prowadzonych na dostgpnych nam spektrometrach
temperatura  -70°C jest wystarczajaca dla naszych celow, nie przewidujemy wigc
premiowania chtodzenia kamery do temperatury nizszej niz wymagana w SIWZ.

3. W zwiqzku z pytaniem 1 czy Zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie kamery CCD o
wielkosci elementu 13.5x13.5 um (oczywiscie z mozliwosciq binningu sygnatu z dwoch
sqsiednich elementow)?

Dopuszczamy zastosowanie kamery CCD o wielkosci elementu 13.5x13.5 pm.
4. Czy oferta musi zawiera¢ optyczne elementy do skupiania wiqzki lasera? Z odpowiedzi
na dotychczas zadane pytania wnioskuje, ze elementy te mogq by¢ oferowane w pozycji

inne i nie sq wymagane wg SIWZ.

Oferta musi zawieraé¢ elementy optyczne sprzegajace laser ze spektrometrem oraz inne
zespoly optyczne do skupiania promieniowania laserowego.
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5. Czy okreslenie , zautomatyzowany system” mozemy rozumieé¢ jako automatyczne
wykonywanie analiz umozliwiajqcych akwizycje obrazéw, map i widm ramanowskich na
wielu probkach i/lub zdefiniowanych wielu obszarach oraz automatyczng mozliwosé
dostrajania autofocusem mikroskopu do wysokosci kazdej z probek?

Okreslenie ,,zautomatyzowany system” nalezy rozumie¢ jako mozliwosé akwizycji
obrazéw, map i widm Ramana dla jednej probki w jednym zdefiniowanym obszarze.
Odnosnie zapytania o mozliwo$¢ dostrajania mikroskopu autofocusem do aktualnej
grubosci probki wyjasniamy, ze chodzi o mapping w osi z.
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